ADVANCED OPTICS

Charakterisierung und Qualitatsprifung
von optischem Glas

Ralf Jedamzik, Peter Hartmann, SCHOTT AG Mainz

Optisches Glas fiir industrielle Anwendungen muss hohe Qualitatsanforderungen hinsichtlich der optischen Lage, Homogenitat, Spannungsdoppelbrechung und der inneren Qualitéat erfillen. In den letzten
Jahren wurden die Methoden zur Qualitatspriifung immer weiter optimiert. Dies betrifft z.B. die Verbesserung der Genauigkeit der Brechzahlpriifung und die Einfilhrung einer hochgenauen und schnellen
flachigen Spannungspriifung hochhomogener optischer Gléser. Diese Préasentation gibt einen Uberblick tber die aktuellen Entwicklungen.

Flachige Spannungsprifung

StrainMatic M4-016, Firma. ILIS
(in Kooperation mit SCHOTT)

Grundprinzij
Automatisiertes de Senarmont

>Messbereich: 300 x 225 mm
>Ortsauflosung: ~ 1-1,5 mm
>Messgenauigkeit: ~ +- 1nm absolut

Reproduzierbarkeitsnachweis
mit Referenzprobe: < 0,3 nm pv.

Vorteil:
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Niedriges Grundrauschen von nur 0,2 nm.
Farbkodiertes Messergebnis

[ Brechzahlhomogenitat und hochgenaue Brechzahlprifung |

Homogenitatsprifung von groBen hochhomogenen Glasern I Hochgenaue Brechzahlpriifung UV-IR Spektrometer URIS I
>Wellenlangenbereich: 0,185 bis zu 2,325 um Prismenspektrometer nach dem
»Temperaturbereich 18 — 28°C, Minimalablenkungsprinzip:

» Stickstoffatmosphére moglich

Genauigkeit (+ 3 0):
Brechzahl +4x10°

Dispersion n-n..  +2x10%
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Ein Vergleich der bei SCHOTT iiblichen zur
K Brechzahimessung:
>Mit dem Direct 100 Fizeau Interferometer kinnen »SCHOTT N-BK7, F2, LLF1 und N-FKS eignen sich
maximale Aperturen von 500 mm gemessen werden. fir hoct Optiken. e e 1
s
>Es wird eine Wellenfrontauflésung von 10 nm erreicht »Abgebildet ist eine 1m groRe LLF1 Scheibe. [ — | A E v

1 »Reproduzierbarkeitsmessungen an dem
hochbrechenden SF57 zeigen die hohe Genauigkeit
ber einen weiten Wellenlangenbereich.

¥ - »Die absolute Genauigkeit nach Referenzvergleich mit .
der PTB hat je nach Glasart eine Vergleichbarkeit von e L
T | bis + 1 x10° ergeben. R

>Homogenitatsmessung auf 500 mm Apertur einer >Gesamtes Homogenitatsergebnis der Scheibe durch y
980 mm groen N-BK7 Scheibe aus der Mitte und figen der Ei i - 8 - 8 -
vom Rand mit jeweils H4 Qualitat (+- 1*10-6). entspricht H3 Qualitat (+- 2*10°%). —

[ uantitative Schlierenanalyse

‘ Aufbau der Schattenmethode I ‘ Teilautomatisierte Schlierenauswertung I Ziel: Absolute Kalibrierung, Vorhersage der
Wirkung in optischen Abbildungen
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»Derzeit ist mit dieser Auswertung lediglich ein Vergleich unterschiedlicher
Schlieren moglich. Die absolute Kalibrierung mit einer unabhangigen Methode
(2.B Interferometrie) ist das Thema fiir zukiinftige Arbeiten.

»Die Schattenmethode ist empfindlich genug, um durch
Schlieren Wellenfr ichungen von
10 nm nachzuweisen (Probendicke 50 mm).

’dD.e'g‘af"da{dfcdh'iﬁ'segglrg%%” SdCH?STT Gr:fée’ j"g""j‘ »Bisherige sehr simplifzi zeigen, dass jeren einen
je Stufen 1-4 der und entspricht Grad C der ¢ Annar . das
MIL-G-174B. »Das Schattenbild wird von einer Kamera als hochauflosendes schwarz-weiss Bild Selr geringen Einfluss auf die einfacher

aufgenommen. o

»Eine Software wertet den visuellen Kontrast der Schlieren aus und ordnet diesen auf
einer einheitenlosen Skala von 0-255 (virtuelle Einheit px) ein.

ik
»Feinste A Schlieren nach MIL-G-174B icht ca. 10 nm
kénnen aufgelést werden. Die Reproduzierbarkeit betragt ca. +-8% bei einem

optimalen Pixelwert von 28 fiir eine A- Referenzschliere.

Obj ierte Vergleichbarkeit von Schlierenproben . I prewe
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